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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ２１２７０：２００４《表面化学分析　Ｘ射线光电子能谱仪和俄歇电子能谱仪　强度

标的线性》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ２１２７０：２００４。为了方便使用，本标准做了下列编辑性修改：

———用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；

———用“本标准”代替“本国际标准”。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国微束标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国科学院化学研究所、中国计量科学研究院。

本标准起草人：刘芬、邱丽美、赵良仲、王海、宋小平、沈电洪。
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引　　言

　　用俄歇电子能谱（ＡＥＳ）或Ｘ射线光电子能谱（ＸＰＳ）对材料表面进行定量分析时需要测量谱线强

度。除非经过校正，仪器强度标的非线性将直接导致所测结果存在误差。通常，强度标在非常低的计数

率时是线性的，但随着计数率的增加将逐渐变成非线性。强度测量依赖于强度信号测量系统，其输出的

信号被设定正比于所测的强度。在计数系统中，期望此比值是１。如果此比值随信号强度或计数率而

改变，则此测量系统被认为是非线性的。通常认为非线性小于１％并不严重。当计数率超过最高容许

计数率５％时，强度标的非线性可能会超过１％
［１，２］。对许多仪器来说，只要正确设置检测系统，则非线

性在数月内不会有显著变化。对上述仪器，计数率可以用相应的关系式进行校正，使得校正后的强度在

最大容许计数率的更大范围内都是线性的。本标准描述了两种用于校正的简单关系式，其中涉及到一

个称为检测系统死时间的参数。有些仪器的非线性不能用简单的关系式预测或描述。对这些仪器，本

标准可用于测量非线性程度和确定可接受的线性离散限度下的最大计数率。这种线性离散限度可由用

户根据分析要求恰当地选定。

　　本标准提供了两种测量线性的方法。方法一的原理是谱仪的输出信号正比于ＡＥＳ中的电子束流

或ＸＰＳ中的Ｘ射线束通量
［１］。这是最简单的方法，可在下述仪器上进行操作，这些仪器的束流或通量

可设定３０个或者更多个近似等距间隔，直至使用本标准规定的最大计数率所需的束流或通量。但对于

有些Ｘ射线通量只能设定２个或小于３０个预定值的ＸＰＳ谱仪，不能使用方法一，需要用方法二
［２］。

　　当鉴定一台新谱仪时，为了使谱仪能在合适的计数率范围内工作需要使用本标准。在下述情况下

需要重新使用本标准校正：１）对检测电路作任何实质性调整后；２）（自从上次使用本标准检验后）倍增器

电压已经增加了厂商提供的增量范围的１／３后；３）更换电子倍增器后；４）间隔大约１２个月后。
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表面化学分析　犡射线光电子能谱仪和

俄歇电子能谱仪　强度标的线性

１　范围

本标准规定了两种方法，用于测定ＡＥＳ和ＸＰＳ谱仪强度标在容许线性离散限度范围内的最大计

数率。它也包括校正强度非线性的方法，以便那些谱仪可使用更高的最大计数率，对于这些谱仪相关的

校正公式已被证明是有效的。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ　１８１１５表面化学分析　词汇

３　符号

犈Ｃｕ———测量的ＣｕＬ３ＶＶ峰的能量值；

犈犼———第犼个能量通道的能量值；

犐犻———ＡＥＳ中第犻个电子束流通量值或ＸＰＳ中第犻个Ｘ射线阳极发射电流值；

犽———常数；

犕Ｈ（犈犼）———高强度Ｘ射线谱在能量犈犼处的校正计数率；

犕犻———第犻个通量值的校正计数率；

犕Ｌ（犈犻）———低强度Ｘ射线谱在能量犈犼处的校正计数率；

犖Ｈ（犈犼）———高强度Ｘ射线谱在能量犈犼处的测量计数率；

犖犻———第犻个通量值的测量计数率；

犖Ｌ（犈犼）———低强度Ｘ射线谱在能量犈犼处的测量计数率；

犖ｍａｘ———该系统使用的和使该系统保持在由犽（１±δ）给定的容许线性离散限范围内的最大计数率；

±δ———线性限度分数；

τｅ———延长死时间；

τｎ———非延长死时间。

４　方法概要

可用两种方法评估仪器强度的线性。本标准提供的方法一是一种通用方法，它适用于ＡＥＳ仪器以

及Ｘ射线通量可有３０个或更多个等距间隔和已知增量的ＸＰＳ谱仪。该法称为改变源通量法。对于Ｘ

射线通量只有２个或更多但少于３０个设置的ＸＰＳ谱仪，方法一不适用；本标准提供了方法二，该法叫

做谱比率法。

在方法一中，谱仪必须配备用于清洁样品的惰性气体离子溅射枪。强度标线性测量用溅射清洁过

的纯铜样品进行。方法二也可用该样品；如果没有配备离子枪，则可用不锈钢样品或样品托。６．１中描

述了样品的选择，６．２和６．３则叙述了样品的准备步骤。６．４介绍了谱仪设置的选择，６．５描述了仪器

的操作。
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